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我々は，高温超伝導体 Bi2Sr2CaCu2O8+δ(Bi2212)の単結晶を用いた小型テラヘルツ波発振素

子[1]の開発を行なっている[2]。素子の発振原理は，Bi2212結晶内の固有ジョセフソン接合に

おける交流ジョセフソン効果である。Bi2212 結晶を 80×400×5 µm3程度のチップ状に成形し，

超伝導転移温度 Tc以下で，結晶チップ内の固有ジョセフソン接合に電圧を印加することで，

電磁波の発生が可能である。現在は，素子の性能向上を目指し，Bi/Sr の組成比 x や酸素量 δ

を調整した結晶を準備し，Tc，格子定数，素子の臨界電流や発振特性といったパラメータの相

関を調べている[3,4]。その際，結晶の配向性や格子定数の均一性といった結晶性の評価におい

て，放射光施設(PF KEK)の X線を用いている。本発表では，結晶チップの結晶性の評価にお

ける最近の試みを報告するとともに，評価結果の活用法等を議論する。 

図１には，評価に用いた結晶チップの光学写真(a)と，そのチップを異なる条件で熱処理し

た後に得た 0026付近の回折強度の２次元マッピングを示した。図には，同一のチップを何度

か減圧下で熱処理した後(b)と，その後に何度か大気中で熱処理後(c)の状態を示した。図にお

いて，回折スポットの縦・横方向の広がりは，それぞれ４軸回折計の χ及び 2θ方向の広がり

に対応する。X線は，~80×400×5 µm3程度の結晶チッ

プ全体に照射されているため，得られた回折強度は

チップ全体の状態を反映している。図より，255℃程

度の比較的低温の熱処理でもチップ全体の χ 方向の

広がりを抑制する効果があることが確認できる。こ

のような情報は，加工後の結晶チップの熱処理条件

の最適化に活用できるのではないかと考えている。 
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Fig.1 (a) Optical phot of a crystal chip.  
(b),(c) Diffraction intensities around 0026 
for different annealing conditions.   
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